Варіанти завдань підсумкового контролю до курсу 
«Надійність пристроїв мікроелектроніки»

1.  Види зовнішніх впливів та їх класифікація. Механічна впливи. 

2. Задачі технічної діагностики.
1) Основні складові і показники надійності.
2) Кількісні показники надійності.

1) Види зовнішніх впливів та їх класифікація. Радіаційні впливи 

2) Статистична теорія надійності.

1) Поняття резервування.

2) Задачі діагностики і контролю.

1) Організація збору даних по надійності напівпровідникових приладів та інтегральних схем

2) Кількісні показники надійності.

1) Система забезпечення надійної роботи напівпровідникових приладів та інтегральних схем

2) Статистична теорія надійності.

1) Застосування рідких кристалів для контролю приладів. 

2) Життєвий  цикл об’єкту.

1) Організвція аналізу відмов напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем. 

2) Кількісні показники надійності.

1) Якісні та кількісні показники надійності. 

2) Визначення показників надійності. Підтримка надійності об’єкту під час експлуатації

1) Види зовнішніх впливів. Кліматичні впливи. Агресивні середовища. 
2) Кількісні показники надійності.

1) Види зовнішніх впливів та їх класифікація.

2) Задачі технічної діагностики.

1) Організація збору даних по надійності напівпровідникових приладів та інтегральних схем.

2) Кількісні показники надійності.

1) Система забезпечення надійної роботи напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем.

2) Статистична теорія надійності.
1) Застосування рідких кристалів для контролю приладів. 

2) Життєвий  цикл об’єкту.
1) Організвція аналізу відмов напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем. 

2) Кількісні показники надійності.
1) Види і механізми відмов напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем.
2) Життєвий  цикл об’єкту.
1) Система забезпечення надійної роботи напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем.

2) Статистична теорія надійності.
1) Вплив технологічних та експлуаційних факторів при виготовленні і використанні апаратури.

2) Життєвий  цикл об’єкту.
1) Організація збору даних по надійності напівпровідникових приладів та інтегральних схем. 

2) Підтримка надійності об’єктів при експлуатації.
1) Організвція аналізу відмов напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем.

2) Кількісні показники надійності.
1) Види зовнішніх впливів. Кліматичні впливи. Агресивні середовища.
2) Кількісні показники надійності.  
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